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経済産業省関東経済産業局の委託業務として実施する電源地域振興指導事業の一環として、

IC タグ活用研究会を推進しているが、この中の研究テーマとして原子力関連の施設への IC

タグ導入の可能性について予備的な研究を実施している。その中の検討事項のひとつとして

IC タグの耐放射線性能を確認する。 
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（１行あける） 

１．目的 

IC タグを使って低レベル放射性廃棄物を収納した金属製ドラム缶の管理を行う際に当り、

IC タグ自体が放射線に対して健全性を保てるか実際に IC タグに放射線を照射して試験を行

う。尚、対象の放射線はコバルト６０からのガンマ線とした。 

 

２．方法 

２－１ 試料の準備 

放射線を照射するＩＣタグの中のＩＣチップ部分は大きさが０．４ｍｍ前後と非常に小さ

くまた信頼性上直接触手はできないのでＩＣカードの状態で照射した。照射したＩＣタグ 

（ＩＣカード）の種類、照射数ならびにＩＣタグ（ＩＣカード）の提供者は次の通りである。 

①周波数１３．５６ＭＨｚ品；１５個、②周波数２．４５ＧＨｚ品；１５個③周波数９５４

ＭＨｚ品；１５個、④周波数１３．５６ＭＨｚ品；１５個 

①～③は日立化成工業（株）様より提供、④は大日本印刷（株）様より提供して頂いた。 

尚、これらの試料のＩＣタグ（ＩＣカード）のメモリーデータは予め測定されている。 

２－２ 照射の方法 

食品照射棟において試料を床面より２２．５ｃｍ上の位置でダンボールに固定し、照射レベ

ルに応じて線源から所定の距離に設定しコバルト６０を照射した。試験日数は２日間。 

２－３ 照射レベルと照射時間（低レベル放射性廃棄物の収納ドラム缶ＩＣタグを取り付け

保管した想定期間）ならびに照射数 

試験１；照射レベル 1.２Ｓｉ（Ｇｙ）で６時間 （３０日相当）・・照射数は各品種２個 

試験２；照射レベル １３Ｓｉ（Ｇｙ）で６時間  （１年相当）・・照射数は各品種５個 

試験３；照射レベル ３６Ｓｉ（Ｇｙ）で２４時間（１０年相当）・・照射数は各品種５個 

試験４；照射レベル１１２Ｓｉ（Ｇｙ）で２４時間（３０年相当）・・照射数は各品種３個 

２－４ 照射したＩＣカードの照射の影響の確認方法 

照射したＩＣタグ（ＩＣカード）をそれぞれの試料提供元にてメモリデータを測定し照射前

のデータと照合する。 

 

３．研究成果 

照射によるＩＣタグ（ＩＣカード）のメモリデータの変化はみられなかった。 

本結果よりＩＣタグが予め想定した低レベル放射性廃棄物の保管期限３０年までの環境下において

も影響はないという可能性が高まった。これより今後、放射性廃棄物の管理にＩＣタグ導入の検討

を推進する。 
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